Решение обратной задачи восстановления оптических характеристик многослойного оптического покрытия по монохроматическим измерениям коэффициента пропускания во время процесса напыления образца
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Для получения элемента оптической системы с нужными оптическими характеристиками, такими как коэффициент пропускания и коэффициент отражения на некотором интервале длин волн, этот элемент покрывают последовательностью тонких диэлектрических слоев с различными толщинами и показателями преломления. Его помещают в вакуумную камеру, в которой происходит постепенное напыление слоя за слоем. Для получения покрытия с заданными характеристиками процесс необходимо контролировать с высокой точностью. Одним из методов контроля является оптический контроль — в процессе напыления измеряются коэффициенты отражения или пропускания с некоторым шагом по времени. Полученные таким образом данные сильно зашумлены, но содержат в себе много информации о покрытии и его свойствах, которое будет впоследствии получено. 

В работе решается обратная некорректно поставленная задача с использованием априорных данных о физическом процессе для нахождения оптических характеристик полученного покрытия. Предложены критерии оценки адекватности различных моделей.
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